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El estudio de la superficie de didxido de titanio (110) mediante el empleo de diferentes
microscopios de proximidad, ha dado lugar a una gran variedad de publicaciones a lo largo de
la dltima década [1, 2]. Las imdgenes STM muestran como brillantes los atomos de titanio,
mientras que los oxigenos puente, a pesar de estar a una altura mayor, forman una linea oscura
[3]. Un estudio reciente empleando NC-AFM combinado con célculos numéricos muestra que
existen al menos dos contrastes diferentes: uno en que el titanio aparece brillante y los oxigenos
oscuros y otro en que se da la situacion inversa [4].

En este trabajo se presentan nuevas medidas experimentales de NC-AFM que
muestran como se pueden observar ambas cadenas en una sola imagen (fig 1). Con nuestros
calculos DFT, mediante el empleo del codigo Fireball [5], se tratard de explicar como la
formacion de los diferentes contrastes puede ser debida a la naturaleza y distribucion de los
atomos presentes en la parte final de la punta empleada. También se hard un analisis de los
diferentes tipos de defectos observados en la imagen experimental.
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o - Fig.1. Imagen de NC-AFM, variacion de la
£t 1 1 nm frecuencia a altura constante. Los puntos brillantes
. : son Oy la fila tenue Ti.
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